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主讲人：王瑞恒——泰克高级应用工程师



主题 时间

泰克和新能源直播的那些事儿 3.5

纳米发电机测试难点及解决方法 3.19

更高速率，更高密度，400G PAM4正出发 4.2

5G CPE芯片及模块应用测试 4.23

最新USB4规范解析及一致性测试 4.28

宽禁带半导体器件静态测试规范解读 4.30

新型计算框架及忆阻器、神经元网络测试 5.14

汽车雷达模块应用与测试挑战 5.28

资深工程师在线“营业”，

与您分享热门主题，共话前沿知识，

每月两期，与您相约泰克直播间！

关注“泰克科技”服务号
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什么是宽禁带半导体及静态测试

什么是宽禁带半导体

什么是静态测试



名词解释
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宽禁带半导体

材料分类：

金属：低导通电阻，击穿电压低

绝缘体：击穿电压高，导通电阻高

半导体：低导通电阻，高击穿电压

（石墨烯、碳纳米管）

半导体材料中禁带宽度在2.3eV以上的材料——SiC GaN



名词解释
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静态测试

静态：也叫稳态或者DC状态，施加激励（电压/电流）到稳定状态后再进行测试。

常作为器件的“体检”！是特性测试中的基本测试；

特点：测试稳定，精度高，测试慢；

设备：源和测量单元一体，也就是SMU设备；



名词解释
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宽禁带材料器件的静态测试参数

静态测试应用于功率器件
功能验证/参数测试

静态测试

静态测试
静态测试

动态测试-

双脉冲

动态测试-

双脉冲



宽禁带半导体静态测试规范 IEC60747-8

IEC60747-8内容解读

怎样使用IEC60747-8
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IEC60747-8内容解读
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内容解读

测试标准/规范
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IEC60747-8内容解读
内容解读

请看规范文档
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怎样使用IEC60747-8

怎样使用规范

测试标准/规范



测试示例: IGBT 典型特性参数
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测试示例: VCES (BVCES)

•参数物理意义：在不加栅压的情况下(VGE=0)，看

Collector 与 Emitter的击穿电压. 一般以电流在某特定值下

的Collector的电压记为VCES

•一般测试方法： 在Collector上加规定电流

（BiasI=2mA）Gate及Emitter 接common Lo. 测试

Collector 端的电压
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测试示例: VGE (VGE(th))

•参数物理意义：Collector与Emitter间有微小电流开

始通过时的VGE值。用于作为衡量IGBT开始导通时的

VGE值的尺度。

•一般测试方法： 在Gate及Collector上加同步的扫描

电压（SweepV 4~7V i.e.） Emitter 接common Lo. 测试

Collector 端的电流。当其值等于额定值时的VG记为

VGE(th)
VGE(th)
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Test example: ICES

•参数物理意义： Gate及Emitter 处于短路的状态时在

Collector 外加指定的电压时C-E间的漏电流

•一般测试方法： 在Collector上加额定固定电压

（BiasV ＝1200V i.e.）将Gate Emitter 接common Lo. 

测试Collector 端的电流。
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测试示例: 动态特性 – 电容测试

•参数物理意义：功率半导体器件的电容特性决定了器件在电路中的开关时间等特性。为电路

设计者选择合适的器件提供指导。尤其是在做开关电源应用时。

Input 

Capacitance

Output 

Capacitance Reverse 

Transfer 

Capacitance
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测试示例:动态特性 – 电容测试

通过8020简单的硬件连线，及ACS-Basic 

中的参数测试，我们可以测量出器件在

offstate 下的电容值。
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泰克公司PCT测试系统介绍

设备组成及工作范围

使用方法及测试技巧



泰克公司PCT测试系统介绍
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设备组成及工作范围

•完善的解决方案，包括SMU仪器、电缆、测试夹具、软件、测试程序库和样本器件

•提供了宽动态范围：

◦从µV到3kV

◦从fA到100A

•灵活的可重新配置的系统，满足不断变化的功率测试要求
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• 8010

◦ Bias Tee Options 

▪ CVU-3K-KIT – Enables 3kV HVCV 
measurements

▪ CVU-200-KIT – Enables 400V differential HVCV 
measurements

▪ Includes both bias tees and integrated IV-CV 
switch

◦ Socket

▪ TO-220

▪ TO-247

▪ Axial lead

▪ TEK Curve Tracer Adapter

▪ Custom device

泰克公司PCT测试系统介绍

•设备组成及工作范围
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泰克公司PCT测试系统介绍

•设备组成及工作范围

High Voltage 

(2657) 

Channel

200V Channels

Common 

LO ChannelHigh Current 

(Combined 2651) 

Channel

注意与探针台的配合

可匹配的探针台：Cascade、MPI、lakeshore等
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泰克公司PCT测试系统介绍

•使用方法及测试技巧

支持所有最常见的器件

包括每种器件类型最常见的测试

测试管理软件包括实时绘图的跟踪模式及提取参数的参数模式
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